














  

X7R系列容值范围表

06

MultiLayer  Ceramic
Chip Capacitors

pF                    nF                uF产品
等级 材质 尺寸

(inch)
电压
(Vdc) 容值范围

10

16

6.3

10

16

25

50

6.3

10

16

25

50

6.3

10

16

25

50

100

200

250

6.3

10

16

25

50

100

200

250

6.3

10

16

25

100pF～1.0nF

330pF～330pF

4.7nF～10nF

1.5nF～10nF

150pF～1.0nF

150pF～10nF

180pF～6.8nF

100nF～470nF

22nF～470nF

820pF～220nF

560pF～100nF

180pF～100nF

10nF～10μF

10nF～2.2μF

10nF～1.0μF

4.7nF～1.0μF

100pF～1.0uF

1.0nF～100nF

100pF～6.8nF

100pF～6.8nF

680nF～10μF

680nF～10μF

100nF～10μF

1.0nF～4.7μF

180pF～1.0μF

180pF～220nF

220pF～10nF

100pF～10nF

470nF～22μF

470nF～22μF

330nF～10μF

220nF～10μF

0.1 1 10 100 1 10 100 1 10 100

普
通
品

X7R

125℃

0201

01005

0402

0603

0805

1206
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MultiLayer  Ceramic
Chip Capacitors

X7R系列容值范围表
pF                    nF                uF产品

等级 材质 尺寸
(inch)

电压
(Vdc) 容值范围

10uF～10μF

220pF～10μF

2.2nF～2.2μF

470pF～100nF

33nF～100nF

220pF～33nF

330pF～33nF

100pF～10nF

100pF～1.0nF

470nF～47μF

470nF～47μF

470nF～22μF

470nF～22μF

10μF～10μF

470nF～10μF

100nF～2.2μF

10nF～220nF

220pF～47nF

220pF～47nF

220pF～15nF

220pF～2.2nF

     

0.1 1 10 100 1 10 100 1 10 100

1210

X7R

125℃

普
通
品

35

50

100

200

250

500

630

1000

2000

6.3

10

16

25

35

50

100

250

500

630

1000

2000

1206























  

































































































































































可靠性规格和测试条件
I 序号 项目 技术规格 测试条件 I 

6
 

耐电压 不应有电介质被击穿或损伤

COG 容噩变化在五Oppm/°C以内

7
 

温度特性 X7R/X5R 容星变化在辽5%以内

X6S 容量变化在辽2%以内

8
 

附着力

9
 

端电极的

结合强度

外观无可见损伤

U
R
�50V 

COG: 3*U
R
'5秒最大电流

不超过50mA
X5R/X7R: 2.5心

R
'5秒最大电流

不超过50mA
50V < UR < 200V 
2.5*UR,5秒最大电流不超过
50mA 
200V�U

R
�1000V 

1.5*UR,5秒最大电流不超过
50mA 
U

R
> 1000V 

1.2*UR.5秒最大电流不超过
50mA 

X5R/X7R/X6S先1so0c预处理1

小时放置24h后进行测量。
在t1、2s0c、t2下测量电容量
符合相应的容星变化特性
COG/X7R:t1-55°C, t2 125°C 
X5R: t1-55°C, t2 85°C 
X6S: t1-55°C, t2 105°C 

施加5N的平行推力， 并保持10丑秒。
*2N for 0201(公制 0603)
*1N for 01005(公制 0402 )

当按如下所示板子弯曲1mm时外观无可见损伤 I

容量变化 COG 丛CIC�士5%或式SpF (取较大值），
X7R/X5R/X6S: 6.C/C� 土12.5%;

10 端头可焊性 上锡良好 ， 端头润湿率大千90%

将测试电容浸入含松香的乙醇溶
液3-5秒， 在80 -140°C预热
30 -60秒， 浸入235士5°C的熔融
锡液 3.0式3秒浸入10mm。

98 



可靠性规格和测试条件
I 序号 项目 技术规格 I 

11 

12 

13 

耐焊接热

温度快速变化

外观无明显损伤异常
COG:容量变化在丑5%或式25pF

（取较大值）
X7R/X5R 容量变化在辽5%以内，

X6S容量变化在辽邓以内，
DF&IR符合初值的要求

外观无明显损伤异常
COG 容量变化在辽5%或式25pF

（取较大值）
X7R/X5R 容量变化在辽5%以内，
X6S容量变化在辽2%以内，
DF&IR符合初值的要求

外观无明显可见损伤
COG 

容量变化在五％或的5pF (取较大值）以内
C<lOpF, Q�200+10心
10::::: 区30pF, Q�275+2.5*C 

稳态湿热 C�30pF, Q�350 

IR: > 1GO或R心�100-F(取较小值）
X5R/X7R/X6S 

容呈变化在旦2.5%以内
DF为初始值的2倍以下
IR大千1000MO或100-F(取较小值）

99 

测试条件

II类材质1so0c、1小时预热处理
后放置24辽小时初始值测量。
然后110-140°C预热30-60 秒，
浸入260马 oc的锡槽中10辽秒， 
浸入深度 10mm; 然后在室温放 
置24士2小时（COG)或48士4小时

(X7R、XSR、X6S)后进行外

观检查与电性测试。

按下列步骤进行5次循环
步骤温度(OC) 时间
1 t1 30 min 
2 25 2 -Smin 
3 t2 30 min 
4 25 2 -5 min 

COG:t1-55°C       t2      125°C 
X5R:t1-55°C, t2 85°C 

X6S:t1-55°C, t2 105°C 

X7R:t1-55°C, t2 125°C 

然后在室温放查24丑小时
COG或48士 4小时

(X7R、XSR、X6S)后进行外观

检查与电性测试。

II类材质1so0c、1小时预热处

理后放置24且小时初始值测量。

测试温度4归2°c湿度90-95%
RH测试时间500丑2hrs
在室温下放暨24士 2 (COG)或
48土4(X7R、X5R、X6S)1]\B寸b义

后测量。

II类材质1so0c、1小时预热处

理后放置24士 1小时初始值测噩。



可靠性规格和测试条件
I 序号 项目 技术规格 I 

14 

15 

外观无明显可见损伤COG
容量变化在口5%或的75pF (取较大值）

以内C<30pF, Q;:e:10Q+10/3*Cp, 
C;:e:3QpF, Q;:e:350 

耐湿负荷 IR > 500MO或R压至50-F(取较小值）
X5R/X7R/X6S 

容呈变化在辽2涨以内
DF为初始值的2倍以下
IR大千500MO或50F(取较小值）

外观无明显可见损伤
COG 

容晕变化在士3%或的3pF (取较大值）
以内C<10pF, Q�200+10心

10�Cp<30pF, Q�275+2 5*C 
寿命试验 C�30pF, Q�350 

IR: > 1GO或R芯;::;50-F(取较小值）
X5R/X7R/X6S 

容量变化在已2.5%以内
DF为初始值的2倍以下
IR大于1000MO或50-F(取较小值）

100 

测试条件

测试温度40土2°c
湿度90-95% RH 
电压额定电压
测试时间500丑2hrs
在室温下放宜24 士2 (C0G或4
缸4(X7R/X5R/X6S)小时以后 
测噩* II类材质在40泣oc温
度下 ， 将电容加额定直流电压 
lhrs去掉电压， 将电容器在室
温下放詈48士4hrs测量初始电

容值。

测试温度
COG/X7R:125°C; X5R:85°C 
X6S:105°C 温度士3°C

电压 U
R

< 100V 1.5 倍额定电压
测试时间1000小时
在室温下放置2牡2(COG)或
48士4(X7R/X5R/X6S) 小时 后测呈
* II类材质电容器的初始值测量
在限类别温度五cc' 将电容器
加 1.5倍额定直流电压1小时去
掉电压， 将电容器在室温下放詈
48丑hrs测量初始电容值
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